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imagination at work

— wiece] niz liczenie czarnych

kropek

Aby doceni¢ mozliwosci drzemigce w testowaniu urzadzen za pomocg promie-
ni Roentgena, nalezy uswiadomic sobie, jak ewoluowata specyfika projektowania
urzgdzen elektrycznych i elektronicznych. Dzisiaj nikogo nie dziwig komponenty
o wymiarach 0402, obudowy typu BGA czy osmiowarstwowe ptytki drukowane.
Jezeli do tego dodac przejscie niemal catego przemystu na lutowanie bezotowio-
we, zapewnienie jakosci w produkciji staje sie wielkim problemem. Sposobem na
eliminacje ryzyka wypuszczenia na rynek wadliwych produktow jest skorzystanie
z mozliwosci diagnostyki z uzyciem promieniowania X.

dwiedzajac krajowe firmy z branzy elektronicz-

nej, mozna odnie$¢ wrazenie, ze jesteSmy w za-

pewnianiu wysokiej jakosci produkcji elektroni-

ki swiatowym potentatem. Czgsty slogan ,,100%
kontroli i zero zwrotéw” - brzmi prawie jak reklama banku
oferujacego duze pieniadze z malg rata. W obu przypadkach
czar pryska podczas konfrontacji zapewnien z rzeczywisty-
mi dzialaniami, gdyz wigkszo$¢ procedur kontroli urza-
dzen w produkeji opiera si¢ na wykorzystaniu automatycz-
nej inspekcji optycznej (AOI) badz, rzadziej, elektrycznej.
O wadach tej pierwszej nie trzeba specjalnie pisa¢, ponie-
waz sama specyfika weryfikacji wizualnej powierzchni jest
obarczona duzymi ograniczeniami w zakresie efektywnego
testowania. Testy elektryczne i funkcjonalne powszechnie sa
uznawane za kompletng kontrole uktadow elektronicznych,
aczkolwiek wnioskowanie jest tutaj oparte jedynie na
obserwacji urzadzenia przez krotki czas. Po polgo-
dzinnym badaniu produktu, ten ostatni otrzymu-
je gwarancje na dwa lata, pomimo Ze istnie¢ moze
w nim ukryta wada.

Najprostszym przyktadem wad ukrytych moga
by¢ zimne luty w uktadach typu BGA, ktore spra-
wiaja, ze polaczenie ma stabe wlasciwosci me-
chaniczne oraz niska odpornos¢ na korozje.
Takie potaczenie czesto nie wytrzymuje na-
prezen, drgan, zmian temperatur powstajacych
podczas normalnej pracy urzadzenia.

Aby miec¢ pelny obraz naszej bezsilnosci
w stosunku do wad ukrytych, warto wymieni¢
réowniez nierzadkie wady konstrukcyjne kom-
ponentow, rozwarstwienia i inne defekty ptytek
drukowanych czy tez czgsciowe nieprzetopie-
nie pasty lutowniczej. Co gorsza, w przypad-
ku odebrania wadliwego urzadzenia z kom-
ponentem BGA, serwis jest zmuszony wy-
lutowa¢ ten uktad do oceny, czy wymaga on
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naprawy. Jest to nielatwe, czasochtonne i ryzykowne. Stad
w takiej sytuacji wielu producentéw zastanawia si¢ nad tech-
nologiami pozwalajacymi zajrze¢ pod uklad BGA przed przy-
stapieniem do jakichkolwiek dziatan.

Jakie mozliwosci testowania proponuje
firma GE?

Odpowiedzig firmy General Electric na takie problemy sa
urzadzenia dostosowane do roznych potrzeb odbiorcow -
od matego o nazwie Xaminer, przez przytoczony w tytule
Nanomex, az po Vtomex

L zawierajacy lampe za-




silang napieciem 450 kV, pozwalajaca na niemal dowolne
wizualizacje wnetrza uktadow za pomocg techniki CT (to-
mografia komputerowa).

GE znajduje si¢ w czotdéwce §wiatowych firm produkujacych
urzadzenia do testowania za pomocg promieniowania X i jest
jedna z najbardziej rozpoznawalnych marek - powodem jest jej
innowacyjnos¢. Produkty tej firmy nigdy nie byly kopia czyje-
go$ pomystu, wigkszos¢ elementdéw konstrukeyjnych jest two-
rzona w ramach firmy i sygnowana wlasnym logo. Firma ma
doswiadczenie i renome w takich kluczowych branzach jak lot-
nicza, motoryzacyjna, R&D, gazownicza i elektroniczna.

Whnetrze jest najwazniejsze

Platforma testujaca Nanomex bazuje na autorskiej kon-
strukcji GE z lampa typu open tube. Oznacza to, ze jej zy-
wotnos¢ jest nieograniczona, gdyz kazdy z elementow sktado-
wych mozna wymienia¢ samodzielnie po odpowiednim prze-
szkoleniu. Taka budowa gwarantuje ponadto lepsza rozdziel-
cz0$¢ oraz wieksze powiekszenie w poréwnaniu z typowg bu-
dowa lampy typu close tube. Nanomex wykorzystujacy lam-
pe¢ typu nanofocus zapewnia rozpoznanie obiektow o wielko-
$ci przekraczajacej 0,2 um, dajac przy tym powigkszenie rzedu
24 tys. razy! Aby uzyskac tak wysrubowane parametry, urza-
dzenie zawiera prozniowg pompe turbomolekularna, utrzy-
mujaca wewnatrz lampy cis$nienie rzedu pojedynczych na-
nobardw. Jest to istotne, gdyz kazde zderzenie przyspieszo-
nego elektronu z atomem powietrza powoduje utrat¢ mocy
oraz powoduje rozpraszanie si¢ wiazki promieniowania X.
Kazda osoba prébujaca swoich sit w fotografii wie, Ze w trud-
nych warunkach o$wietleniowych zdjecia wychodza nie najlep-
sze, gdy robimy je stabej jakosci aparatem. Matryca przechwy-
tujaca promieniowanie X nie rozni si¢ znaczaco swoja budowa
od tradycyjnej matrycy $wiatloczulej aparatu fotograficznego.
Rodznica polega na dodaniu do tradycyjnej matrycy wydajnego
pokrycia z materialy scyntylacyjnego, zapewniajacego konwer-
sje promieniowania X na zakres widzialny. Matryca DXR sto-
sowana w omawianym urzgdzeniu wraz ze standardowa ma-
tryca CCD gwarantuje wysoki wspotczynnik sygnatu do szu-
mu, co uzyskano dzieki specjalnej konstrukcji kazdego poje-
dynczego piksela matrycy, w ktorej zapewniono, ze az 80% po-
wierzchni sensora zajmuje warstwa $wiatloczula. Dodatkowo
wydajne przetwarzanie obrazu zapewnia mozliwos¢ rejestracji
30 klatek/sekunde. W zadnym tradycyjnym aparacie fotogra-
ficznym nie zastosowano réwnie zaawansowanej technologicz-
nie matrycy $wiatloczulej. Zresztg efekty mozna oceni¢ same-
mu na zalaczonych zdjeciach.

Rys. 1. Potgczenia lutowane typu BGA przy pochyleniu 60 stopni
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General Electric - doswiadczenie i renoma,
ktorej inni moga pozazdroscic.

Inspekcja rendgenowska ,nanofocus” w ultra wysokie;
rozdzielczosci, ktora sprosta wymaganiom dzisiejszego
przemysiu elektonicznego.

NANOME|X

» powiekszenie do 24,000k,

» nieograniczona zywotnosc lampy,

» stabilizowane temperaturowo detektory DXR
gwarantuja obraz o duzej dynamice,

»lampa o mocy 180kV/20W,
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